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Prifung von Materialien fur die Halbleitertechnologie - Bestimmung von
Elementspuren in Flissigkeiten - Teil 3: Bestimmung von 31 Elementen in hochreiner
Salpetersaure mittels ICP-MS

Inhalt Seite
7o T o T 3
1 AnNwendungsbereiCh ... ——————————— 4
2 NOrmative VErweiSUNQGEN .......occceiiiiiieiiiisis i sss s s s s s s sas s s an s mnn s 4
3 Begriffe ...euiiiiieiiir e ————————— 4
4 ] 0 =T =Y 4
5 Kurzbeschreibung des Verfahrens............cooiriiccmmrnnsceresssseeesssssce s s sme s ss e e s smse s s ssmessssmnees 5
5.1 N e 1T 4 =Y Ty == 5
5.2 Direkte Messung bzw. Messung nach Verdinnung.........cccccciveminimnnninnisnssssss e 5
5.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen ... 5
6 LY T 1= o 4 =1 o S 5
7 Gerate UNd REINIGUNG ....coiiiiiii i s s s p e s e e e 5
71 L 1= - 1 5
7.2 Reinigungsverfahren fiir GefdBe und Pipettenspitzen.........ccccciiiiiiiiiiiicniin s 6
8 Probenahme und Probenvorbereitung...........ccocoriiniiimniniinr s s sanes 6
8.1 o o = g = 1 1 4 o = 6
8.2 Vorbereitung der direkten MeSSUNG........cccvvieiiiiiiiirini s 6
8.3 Probenvorbereitung durch Abdampfen ... e e 6
9 Herstellen der Nullwertlosungen und Blindwertprobe.............ccccrircecimircccnrrrscsee e 6
10 [ LT o7 o (T U 3V R 7
10.1 1= g ' S 7
1072 < 111 o 1= U o ¥ SRR 7
1 Berechnung und Angabe der Ergebnisse...........oocccccimmmiiiiiisccciecrr s scsssss s e s s sssssss s s s s ssssssnas 7
12 Prazision und Richtigkeit des Verfahrens und der Priifergebnisse...........cccoiriicnniniiccnniniiennnn, 7
13 Lo ] oY= 4 o 3 10
Anhang A (informativ) Ergebnisse der Ringversuche .........ccccoonniiiiniiinss e, 1
I =Y T g T 1= o 19



		2026-06-26T19:00:49+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




